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Dersin Kodu Sinifi Yariyil
MWT408 3 6
Dersin Adi T U L AKTS
Malzemelerin ileri Karakterizasyon Teknikleri 2 1 1 6
Dersin Dili Almanca

Dersin Diizeyi Lisans X Yiksek Lisans Doktora

Boliimii/Programi

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Egitim Tara

Orgiin

Dersin Tiirii

Zorunlu Seg¢meli X

Dersin Amaci

Dersin ana amaci, 6grencilerin malzeme karakterizasyonu alanindaki ileri yontemler
konusunda kapsamli bir anlayisa sahip olmasini saglamaktir. Ders; elektron mikroskoplari, X-
1sini difraktometresi, cesitli spektroskopi cihazlari gibi enstrimanlarin kullanim alanlarini ve
genel calisma prensiplerini kapsamaktadir. Ders, mikroyapisal analiz, kimyasal analiz ve
mekanik/termal karakterizasyon konularini ele almaktadir. Dersin odak noktasi, karmasik
karakterizasyon verilerini anlamak ve teknikleri gergek diinya kosullarinda uygulamaktir.
Uygulamali egitim sayesinde 6grenciler, teoriyi malzeme bilimi arastirmalarina ve endistrideki
pratik uygulamalara baglayarak elestirel diisinme becerilerini gelistirirler.

Dersin icerigi

Ders iceriginde Taramali Elektron Mikroskobu (SEM), Gegirimli Elektron Mikroskobu (TEM) ve
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) gibi mikroskopi teknikleri, X-isini Fotoelektron
Spektroskopisi (XPS) ve Fourier Donislimli Kizilotesi Spektroskopisi (FTIR) gibi spektroskopik
yontemler ile X-isint Kirinimi (XRD) gibi kirinim teknikleri yer almaktadir. Kimyasal analiz
yontemleri, mekanik ve termal analiz teknikleri ele alinmaktadir. Karakterizasyon tekniklerinin
endistrideki uygulamalarina deginilmektedir. Ders ayni zamanda malzeme karakterizasyonu
alaninda gelistirilen yeni yontemleri ve degisiklikleri incelemektedir.

On Kosullan

Yok

Dersin Koordinatorii

Bolim Baskanhgi

Dersi Verenler

Dog. Dr. Erglin Kelesoglu

Dersin Yardimcilari

Dersin Staj Durumu

Ders Notu

Diger Kaynaklar
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Dinardo, N.J., Nanoscale Characterization of Surfaces and Interfaces. 2nd ed., Wiley-VCH.
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Golstein, J., Scanning Electron Microscopy and X-Ram Microanalysis. 3rd ed., Springer,2003.
Watts, J.F., An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, Wiler 2003.

Wang, Z.L., Characterization of Nanophase Materials. Wiley-VCH, 2000.

Weinheim, E.L., X-ray characterization of materials, Wiley-VCH, 1999.
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Dokiimanlar

Odevler

Sinavlar

Matematik ve Temel Bilimler

Mihendislik Bilimleri

Mihendislik Tasarimi

Sosyal Bilimler

Egitim Bilimleri

Fen Bilimleri

Saghk Bilimleri

Alan Bilgisi

Sayisi Katki Orani (%)
Ara Sinav 1 40
Kisa Sinav
Odev
Devam
Uygulama
Proje
Yariyil Sonu Sinavi 1 60
Toplam 100
Sayisi Siiresi Toplam is Yiikii (Saat)
Ders Siiresi 14 2 28
Sinif Digi C. Siiresi 10 10 100
Odevler
Sunum/Seminer Hazirlama
Ara Sinavlar 1 2 2
Uygulama 15 1 15
Laboratuvar 15 2 30
Proje
Yariyil Sonu Sinavi 1 2 2
Toplam is Yiikii 177
AKTS Kredisi (Toplam Is Yiiki /Saat) 6
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1 Mikroskopi, spektroskopi, kirinim, kimyasal analiz ve mekanik/termal analiz dahil olmak lzere malzeme
biliminde yer alan ileri karakterizasyon tekniklerinin kavranmasi.
) Elektron mikroskoplari ve kirinim cihazlari gibi ileri karakterizasyon cihazlarinin kullaniminda uygulamali
deneyim ve teknik beceriler edinme.
3 ileri karakterizasyon teknikleriyle elde edilen karmasik verileri analiz etme becerisinin gelistirilmesi.
4 Vaka galismalari araciligiyla karakterizasyon tekniklerinin pratik uygulamalarinin anlasiimasi.
5 Malzeme karakterizasyonu alaninda gelismekte olan teknikler ve gilincel egilimler hakkinda farkindahk
kazanma.
1 Malzeme Karakterizasyonuna Giris - Malzeme karakterizasyonuna genel bakis
2 Malzeme Karakterizasyonuna Giris — Karakterizasyon yontemlerinin temelleri
3 Mikroskopi Teknikleri - Konfokal Mikroskopi ve Optik Mikroskopi
4 Taramali Elektron Mikroskopisi (SEM) ve Gegirimli Elektron Mikroskopisi (TEM)
5 Atomik Kuvvet Mikroskopisi (AFM) ve Taramali Tiinelleme Mikroskopisi (STM)
6 X-151n1 Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) ve Auger Elektron Spektroskopisi (AES)
7 Fourier Donusumll Kizilotesi Spektroskopisi (FTIR) ve Raman Spektroskopisi
8 Nikleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi
9 Difraksiyon Teknikleri - X-Isini Difraksiyonu
10 Elektron ve N6tron Difraksiyonu
11 Kitle Spektrometresi
12 Enerji Dagilimh X-i1sin1 Spektroskopisi (EDS) ve Dalga Boyu Dagilimh X-isini Spektroskopisi (WDS)
13 Mekanik ve Termal Analiz
14 Gelisen Teknikler ve Genel Degerlendirme
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
1 5 3 5 3 1 5 5 1
2 5 5 5 5 3 5 5 5
3 5 5 5 5 4 5 5 1
4 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 4 4 5 1
Katki Orani: 1: Cok Dusik 2: Disik 3: Orta 4: Yiiksek 5: Cok Yuksek
https://obs.tau.edu.tr/oibs/bologna/proglLearnOutcomes.aspx?lang=tr&curSunit=207
Hazirlayan: Dog. Dr. Ergiin Kelesoglu
Giincelleme Tarihi: 01.11.2023
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